Аннотированная справка
1.
Номер государственного контракта: № 14.740.11.0830 

2.
Дата заключения контракта и дата окончания работ: 01 декабря 2010 – 15 ноября 2012 г.

3.
Руководитель работ: профессор кафедры радиофизики, д.ф.-м.н., профессор В.К. Игнатьев 

4.
Цели и задачи проекта. 
Разработка автоматизированного комплекса магнитометрического неразрушающего контроля, реализующего принцип тензорной магнитной микротопологии и не уступающего лучшим мировым аналогам по оперативности и достоверности регистрации параметров дефектов, подготовка и закрепление в сфере науки и образования Волгоградской области научных и научно-педагогических кадров, формирование эффективных и жизнеспособных научных коллективов в области методов неразрушающего контроля. Решаемые задачи: Перевод магнитной дефектоскопии на качественно новый уровень высокотехнологичного процесса, соответствующего требованиям Федерального закона об обеспечении единства измерений.
5.
Аннотированная справка о полученных результатах. 

Разработан и изготовлен макет автоматизированного комплекса магнитной дефектоскопии, способного не только регистрировать локальные неоднородности в металлических пластинах и прутках, но и выявлять микроструктуру самого металла.  При локализации магнитных диполей порог чувствительности измерителя по магнитному моменту порядка 10–6 А/м2,  пространственное разрешение 30 мкм, что достаточно для решения обратной магнитостатической задачи в геомагнитном поле и для изучения свойств магнитоупорядоченных систем, используемых в современной наноэлектронике. Новым в разработанном комплексе магнитометрического неразрушающего контроля является переход к анализу совместной микротопологии различных компонент магнитного поля, а не их производных. Использование интегральных соотношений типа свертки с расчетной аппаратной функцией магнитометрического датчика и разработанного устойчивого регуляризированного алгоритма решения обратной задачи позволяет устранить влияние магнитной предыстории на получаемые дефектограммы образцов. Проведение микроструктурного анализа в слабых магнитных полях позволяет устранить теоретические и экспериментальные проблемы, связанные с техническим насыщением и получить объективную информацию как о локальных, так и о распределенных дефектах микроструктуры. Разработанный в ходе выполнения НИР лабораторный макет канатного дефектоскопа, реализующий принцип микромагнитной дефектометрии, по своим характеристикам превосходит мировые аналоги.

